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1. Paineenalaisen astian pinnankorkeuden mittaus paine-eron
avulla. Miten vaikuttaa nesteen hoyrystymis/tiivistymis-
vaara? Voidaanko lampdtilan aiheuttaman tiheysmuutoksen
kompensointi hoitaa ilman l&émpétilamittausta ja miten?

2. Optisen lampétilamittauksen (pyrometrit) optiikka ja tun-
nustelu eri lampodtiloille?

3. IQWeight-nelidpainoanturin periaate ja kalibrointi.
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